基于微控制器的逻辑芯片检测仪设计
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摘 要：本文针对当今市场上较常见的数字逻辑芯片产品品种繁多，型号杂乱，且没有专用的检测设备对芯片好坏进行检测的实际状况，设计了一种基于微控制器的数字逻辑芯片检测仪，首先以单片机AT89S52作为控制处理器，根据各类型芯片的逻辑功能情况，做成一系列芯片库文件，然后通过计算机界面对微控制器进行控制，分别将检测结构显示在计算机界面及LCD上。整个系统的电路设计简单，占用资源少，灵活性高，可根据不同系列的逻辑芯片改动微控制器程序实现对芯片型号的检测或者对芯片能否工作的判断，具有相当的实用价值。
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Based on the micro controller logic chip detector design
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Abstract：according to the current market more common digital logic chip product variety, model clutter, and no special detecting device for chip quality detection and the actual situation, the design of a microcontroller based digital logic chip detector, first on AT89S52 single-chip microcomputer as the control processor, according to the type of chip logic function of the situation, made a series of chip library file, and then through the computer interface to the micro respectively, will detect the structure shown in the computer interface and LCD. The whole system is simple in circuit design, taking up less resources, high flexibility, according to different series of logic chip microcontroller program to change the chip testing or to the chip can work estimate, and has considerable practical value.
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0. 引言
数字逻辑芯片在计算机、无线电、自动控制、家用电器领域发挥越来越大的作用，其体积小，功耗低，使各种电器向小型化迈进成为可能。但其中74系列、CC4XXX系列等常用的数字逻辑集成芯片由于厂家众多，产品质量不一，导致对芯片的型号，好坏无法快速地检测电[1]。本文利用52单片机RAM空间大、可在线编程等优点，设计了一种成本低、效率高、可靠性好的芯片检测器，而该检测器可根据不同系列的芯片编写不同的检测程序，最终使该系统能测试出常用的CMOS、TTL系列芯片的型号及能否正常工作。

1. 系统设计方案概述

本文从经济，实用的角度出发，设计并开发了这款用于数字逻辑芯片测试系统。系统主要由芯片检测部分，52单片机所组成的微控制器及由液晶显示屏所组成的结果显示部分等电路组成[2]。主要电路的组成及在系统中的作用分别为：单片机AT89S52及相关元器件构成主处理电路，在电路中起控制、计算和判断等作用；单片机AT89S52相关输入输出口及芯片测试插座构成芯片测试电路，在电路中用于和待测芯片接口；LCD构成显示电路，在电路中起着输出测试结果的作用，如图1所示，为本次设计的方案结构图。辅助电路为电源
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 图1  方案设计方框图

电路以及程序下载电路还有复位电路、时钟电路，在系统中起辅助性的作用。其中，三极管所构成的开关电路，在电路中起着选择芯片测试插座接地端的作用。
2. 芯片检测模块简介
2.1 硬件电路设计

 通常的S52单片机一般有40个引脚，如图2所示，本文设计的芯片检测模块是利用单片机上的P0口以及P2口来实现对被检芯片的测试。在设计硬件电路时，首先考虑的是单片机与测试芯片之间电阻的选择；需要注意的是，在单片机与测试芯片之间需串接470Ω（或510Ω）电阻。一方面，串接电阻的目的是对AT89C52起限流保护的作用，假设，P0.0输出高电平，此时，测试芯片又为非门，那么，将引起灌电流现象，致使P0.0口线上的电流非常大，对AT89C52有害。另一方面可以保证逻辑电平的正确，在连接线上串接几百欧的电阻而不接几千欧的电阻原因在于：假设让P0.0的逻辑低电平，这样，基极将是高电平，又有，P0口上的上拉电阻为3K左右，如果连接线上的电阻也取3K，那么，将使P0.0输出逻辑高电平，此时逻辑电平是错误的；如果连接的电阻为470Ω左右，P1.0口仍然能够正确地输出逻辑低电平，这样就保证了逻辑电平的正确性。
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图2  三极管做为开关的原理图

此外，因为测试芯片管脚从14位到16位不定，所以，存在电源地转换的问题。本设计中P0.6管脚是被转换的对象，用p0.7管脚电平的高低来控制P0.6接地与否，这个电路是利用晶体三极管来实现的。开关只有两种状态通和断，三极管和场效应管工作有三种状态，1、截止，2、线性放大，3、饱和（基极电流继续增加而集电极电流不再增加）。使晶体管只工作在1和3状态的电路称之为开关电路，一般以晶体管截止，集电极不吸收电流表示关；以晶体管饱和，发射极和集电极之间的电压差接近于0V时表示开。开关电路用于数字电路时，输出电位接近0V时表示0，输出电位接近电源电压时表示1。所以数字集成电路内部的晶体管都工作在开关状态。当SETB P0.7时，P0.6接地，此时能测14管脚的芯片；当CLR P0.7时，P0.6是正常的测试位，此时能测试16管脚的芯片。所以，只要在整个芯片测试子程序中将P0.7作相应的设置即可。
2.2 测试软件设计
检测仪开机上电初始化后，通过计算机的串口或者检测仪上的按键对其进行控制，由52单片机所组成的微控制器通过P0口及P2口向被测芯片输入数据，经芯片逻辑处理后的输出值再由52单片机上相应的 P0口和P2口读入微控制器，微控制器将读取的数据与芯片正确的输出数据进行比较，若相等则重复上述操作， 直到该芯片的真值表完全通过检验，由此可判定被测芯片是好的,否则被测芯片是坏的。此时将微控制器判为好的芯片的型号通过LCD显示出来[3]。如果微处理器判为坏，则将“bad chip”等字样显示在LCD及电脑屏幕上，以提醒使用者该芯片已不能使用。

[image: image4.wmf]MCU

LCD

显示

PC

机控

面显示

键盘控

制电路

下载口

电路

芯片检

测模块

RS

232

串口


     图 3  芯片检测流程图
我们以74LS00( 4 — 二输入与非门 )为例，如图2可看出74LS00是由4个与非门组成的[4]。以下节选程序段检测的是74LS00，当标识符Flag最终等于某一数值时，即可认定该芯片即为74LS00：

{uchar Flag=0;

P0=P2=0xff;

Pin_14;
//////////////两路同时为1

  P0 |=0x1b; //**-11-11,P0口分别输出**-11-11，*号表示待测输出管脚电平回应；
  P2 |=0x6c; //*11-11-*，P2口分别输出*11-11-*；
Delay();
if(((P0&0x24)==0) && ((P2&0x12)==0)) Flag++;// 如果回应脚电平为0，则说明正确，标识符Flag值加一，并继续按照该芯片芯号进行检测；
  else Flag =0;
  

  //////////////一路为1 另一路为0

P0 |= 0x0a;       //**-01-10，检测原理同上；
  P2 &= 0xee;

  P2 |=
0x44;
    //*10-01-*，检测原理亦同上；
  P2 &=
0xd7; 

  Delay();
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图3 74LS00功能图[5]                   表1 74LS00真值表 
经过实际检测，该测试程序能完成74LS00，74LS02，74LS03，74LS04，74LS08，74LS10，74LS20，74LS86等74系列逻辑芯片的测试和判断，如果适当修改程序，还能实现对更多型号逻辑芯片的检测。
3. 计算机串口控制软件
使用VisualBasic6.0（简称VB6）来开发Windows操作系统的应用软件十分方便，编程工作量相对较小，只需进行主要应用功能的编程和界面控制的编程并设置控件属性。就能通过RS-232接口,进行串行通信的计算机测控软件开发和实现检测仪的控制以及显示结果。其部分核心代码如下： 
Private Sub cmd_send_Click() ；//加载窗体事件
MSComm1.Output = Trim(txt_send.Text)；//打开串口

End Sub

Private Sub Form_Load() ；//cmd_send按纽
MSComm1.PortOpen = True；//从串口发送文本框中的数据

End Sub

Private Sub cmd_receive_Click() ；// receive按纽
Dim buf$ ；//定义缓冲区

buf = Trim(MSComm1.Input)；//从串口接收数据
……….

MSComm1.PortOpen = False；//关闭串口

End    ；//关闭窗体

结 论

本系统设计是基于单片机技术的数字芯片逻辑功能测试系统的设计实现。利用单片机作为系统的底层开发技术，C52作为系统开发平台。通过对常用数字芯片结构特点的分析和总结，对系统进行实验调试。最后完成系统的设计开发。经过实际测试，表明本系统不但具有较高的测试准确性、较广的测试范围以及测试速度快等特点，而且具有较高的实用价值。该技术产品化后，可用于学校实验室、电子制作场合等的数字芯片的检测。
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